Легирование наночастиц кремния галогенидами олова SnCl2, SnI2
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Легированные наночастицы кремния сочетают в себе доступность и биосовместимость материала с широким разнообразием функциональных свойств. Введение примесей внутрь нанокремния может довольно сильно изменить некоторые параметры. Так, например, для сильнолегированных фосфором нч-Si продемонстрировано существование локализованного плазмонного резонанса в ближней ИК-области, что открыло возможности для их использования в фотонике и плазмонике. Совместным легированием нч-Si бором и фосфором удалось расширить спектральный диапазон фотолюминесценции частиц в инфракрасную область вплоть до 1450 нм, что повысило привлекательность материала для использования в качестве биомаркеров или для усиления сигнала в волоконно-оптических линиях связи [1]. Олово в кремнии является изовалентной примесью и не создает новых носителей заряда, однако, как и германий в кремнии, влияет на ширину запрещенной зоны. В отличие от раствора германия в кремнии, нашедшем широкое промышленное применение в микроэлектронике, твердый раствор олова в кремнии мало изучен.
В данной работе представлено легирование наночастиц кремния хлоридом и иодидом олова(+2) из газовой фазы. Легированные частицы исследованы методами инфракрасной спектроскопии, рамановской спектроскопии, рентгенофазового анализа и рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением. 
Найденное содержание олова в очищенных нанокристаллах на порядок превышает равновесную растворимость олова в кремнии 1019-1020 см-3 [2]. Факт того, что такое количество олова находится внутри нанокремния подтверждается значительным увеличением параметра элементарной ячейки. К примеру, при легировании наночастиц кремния хлоридом олова(+2) при 600°C параметр элементарной кубической ячейки составляет 5,4472 Å, в то время как у чистого кремния он равен 5,43088 Å.
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